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This paper proposes to generate a smart tool that can inherently and effectively capture the results of parameter variations on the system responses of lumped and distributed electrical circuits. This methodology leverages the so-called affine arithmetic and represents parameter-dependent responses in terms of a multivariate polynomial. The affine representation is propagated from input parameters to circuit responses through a suitable redefinition of the basic operations, such as addition, multiplication or matrix inversion, that are involved in the circuit solution. The proposed framework is applied to the frequency-domain analysis of switching converters, and it turns out to be accurate and more efficient than traditional solutions based on Monte Carlo analysis.



Worst-Case analysis of electrical and electronic equipment via affine arithmetic / Ding, Tongyu; Zhang, Liang; Trinchero, Riccardo; Stievano, IGOR SIMONE; Canavero, Flavio. - STAMPA. - (2017), pp. 991-993. (Intervento presentato al  convegno 2017 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA) tenutosi a Verona (Italy) nel 11-15 Sep. 2017) [10.1109/ICEAA.2017.8065425].
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				Abstract

				This paper proposes to generate a smart tool that can inherently and effectively capture the results of parameter variations on the system responses of lumped and distributed electrical circuits. This methodology leverages the so-called affine arithmetic and represents parameter-dependent responses in terms of a multivariate polynomial. The affine representation is propagated from input parameters to circuit responses through a suitable redefinition of the basic operations, such as addition, multiplication or matrix inversion, that are involved in the circuit solution. The proposed framework is applied to the frequency-domain analysis of switching converters, and it turns out to be accurate and more efficient than traditional solutions based on Monte Carlo analysis.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.

				
					Annulla
					procedi
				

			

		

	


		
		
			
				Errore

										
			

								
				
					Errore

					

				

			

		

	
	





		
	

	


	
		Powered by IRIS	-	about IRIS	-	Utilizzo dei cookie	-	Privacy	

	
		





	[image: Logo CINECA]
	
 Copyright © 2024 

